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摘要(译)

一种用于确定样品温度的方法和装置，其中探测光束被引导到样品上，
由此探测光的至少两个部分光束通过至少从后向散射或反射光束穿过样
品内的不同长度的路径。样本中的两个不同深度，将部分光束返回到分
析单元，并借助于干涉测量装置在分析单元中产生干涉图案，该干涉测
量装置使用一个光束作为评估评估单元中的干涉图案的参考，其中根据
光路确定部分光束的信号强度，并通过信号强度的温度调节确定样品的
温度位移和温度。
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